
AOP-CUSTOM  
Die modulare 3D Messtechnik Lösung
• Modulare Bauweise und TTV Systeme
• Flexible Sensorlösungen
• Individuell anpassbare Messbereiche
• Umfangreiche Auswahl an Analysewerkzeugen
• Kundenspezifi sche Benutzeroberfl äche
• Automatisierungsmöglichkeiten

Extending the scope of 3D Measurement



Kundenorientiert, Variabel und Flexibel
Die Solarius AOP System Plattform ist die fl exible und modu-
lare Lösung für individuelle Messaufgaben mit besonderen 
Ansprüchen. Je nach Anforderung kann das AOP mit ver-
schiedenen optischen 3D Sensoren, unterschiedlichen Motion 
Systemen und kundenspezifi scher Automatisierung sowie 
Bildverarbeitung ausgestattet werden. Die hohe Flexibilität er-
laubt die Umsetzung individueller Wünsche und ermöglicht die 
Vermessung nahezu aller Materialien und Oberfl ächen in 3D.

Modularer Au� au
Der modulare Au� au der Solarius AOP Plattform erlaubt eine 
breite Auswahl berührungsloser 3D Messtechniken. Dazu 
gehören konfokale Punktsensoren, Triangulations-Linien-

Jede Applikation zeigt Ihnen, neben den Daten, auch optische Auswertungen zur schnellen Analyse in Form von Diagrammen 
und 3D Renderings an.

• Kontur
• Geradheit
• Fläche

• Form
• Ebenheit
• Volumen

Typische Messaufgaben

Modular, schnell, nanometergenau. Das AOP

• Verschleiß
• Schichtdicke
• Flächenrauheit 3D

Kontur & Fläche

Schichtdicke

• Durchbiegung
• Koplanarität
• Profi lrauheit 2D

sensoren sowie interferometrische Flächensensoren. Die 
ergonomische Win10 64-Bit Software Plattform erlaubt eine 
schnelle Einbindung und Umsetzung von individualisierter 
Bildverarbeitung zur Bereitstellung parametrischer Ergebnis-
se für die Prozesssteuerung.

AOP Messbereiche
Je nach Anforderung können mit den verschiedenen, opti-
schen 3D Oberfl ächensensoren Höhenaufl ösungen bis zu 
1 nm und eine Messgeschwindigkeit von bis zu 80.000 Bild-
punkten in nur 0,13 Sekunden erreicht werden. Das AOP Sys-
tem ist serienmäßig mit Schwingungsisolierung ausgestattet 
und mit lateralen Messbereichen bis 500 mm erhältlich.
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Ebenheit

Durchbiegung

Volumen

Koplanarität

ISO 12781

Ebenheitsparameter

FLTt 28,2 µm Spitze-zu-Mulde Ebenheitsabweichung der Oberfl äche

FLTp 13,3 µm Ebenheitsabweichung von der Spitze zur Referenzlinie

FLTv 14,9 µm Ebenheitsabweichung Referenz zu Tal

FLTq 5,98 µm Durchschnittliche quadratische (RMS) Ebenheitsabweichung

Parameter Wert Einheit

Fläche 1,95 mm²

Volumen 21526324 µm³

Max. Höhe 26,6 µm

Parameter Stufe 1 Einheit

Maximale Höhe - 95,3 µm

Durchschnittshöhe - 94,6 µm

Parameter Unit Bump 1 Bump 2 Bump 3 Bump 4 Bump 5 Bump 6

Seating-
Plane 
Koplanarität

µm - 3,49 - 2,82 - 1,81 - 0,134 - 4,37 - 3,36

Geradheit

ISO 12780

Geradheits-Parameter

STRt 8,19 µm Geradheitsabweichung Spitze zu Tal

STRp 3,32 µm Geradheitsabweichung Spitze zu Referenz

STRv 4,87 µm Geradheits-Abweichung Referenz zu Tal

STRq 2,33 µm Durchschnittliche quadratische Geradheitsabweichung
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Technische Daten AOP
 Weißlichtinterferometer WI-5000

Konfokaler Wegmesssensor CL-3000

Hochgeschwindigkeits 2D/3D Laser Profi ler LJ-X8000

Sensortyp 1 mm 4 mm 10 mm
Vertikaler Messbereich 1,4 mm
Arbeitsabstand 18 mm
Wiederholbarkeit (Höhe) 0,1 µm
Messbereich XY 1 mm x 1 mm 4 mm x 4 mm 10 mm x 10 mm
Aufl ösung (lateral) 4 µm x 4 µm 15 µm x 15 µm 40 µm x 40 µm
Aufl ösung (vertikal) 60 nm
Wellenlänge 830 nm
Abtastzyklus 133 ms / 266 ms / 532 ms (modusabhängig)
Linearität ± 2,8 µm

Modell CL-P007 CL-P015 CL-P030 CL-P070 CL-PT010
Messabstand 7 mm 15 mm 30 mm 70 mm 10 mm
Messgrößen Distanz, Schichtdicke
Vertikaler Messbereich/
Referenz

± 1,5 mm ± 1,3 mm ± 3,7 mm ± 10 mm ± 0,3 mm

Linearität/Referenz ± 0,83 µm ± 0,36 µm ± 0,81 µm ± 2,0 µm ± 0,11 µm
Vertikaler Messbereich/Präzision ± 0,5 mm ± 0,5 mm ± 1,0 mm ± 3,0 mm ± 0,15 mm
Linearität/Präzision ± 0,43 mm ± 0,28 µm ± 0,59 µm ± 1,9 µm ± 0,09 µm
Aufl ösung (vertikal) 15 nm 3 nm 15 nm 25 nm 1 nm
Aufl ösung (lateral) 25 µm 12,5 µm 19 µm 25 µm 1,8 µm
Lichtfl eckdurchmesser 50 µm 25 µm 38 µm 50 µm 3,5 µm
Frequenz 100 / 200 / 500 / 1.000 µm (4 Stufen wählbar)
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Modell LJ-X8020 LJ-X8060 LJ-X8080 LJ-X8200 LJ-X8400 LJ-X8900
Vertikaler Messbereich ± 2,2 µm ± 7,3 µm ± 20,5 µm ± 34 µm ± 60 µm ± 400 µm
Vertikale Wiederholbarkeit 0,3 µm 0,4 µm 0,5 µm 1 µm 5 µm 10 µm
Referenzabstand 20 mm 64 mm 73 mm 245 mm 380 mm 980 mm
Linearität ± 0,05 % ± 0,04 % ± 0,03 % ± 0,04 % ± 0,035 % ± 0,05 %
Lateraler Messbereich, Nah/Referenz/Fern 7 / 7,5 / 8mm 15 / 16 / 16 mm 30 / 35 / 39 mm 74 / 72 / 80 mm 180 / 210 / 240 mm 300 / 510 / 740 mm
Laterale Wiederholbarkeit 0,3 µm 0,5 µm 1 µm 3 µm 10 µm 25 µm
Lateraler Punktabstand 2,5 µm 5 µm 12,5 µm 25 µm 75 µm 225 µm
Lichtfl eckdurchmesser (in Referenzabstand) 16 x 32 µm 25 x 49 µm 44 x 72 µm 115 x 116 µm 275 x 249 µm 622 x 566 µm
Lichtquelle Blue LED
Wellenlänge 405 nm
Ausgangsleistung 10 mW
Zykluszeit 62,5 µs

Systemkonfi guration
Au� au Freistehendes System
Lateraler Messbereich/Verfahrbereich 1) 200 mm x 200 mm  300 mm x 300 mm 400 mm x 400 mm 500 mm x 500 mm
Ebenheit Achssystem ± 5 µm Kunden- und Anwendungsspezifi sch ( > ± 1.5 µm )
Beladung max. 35 kg
Vertikaler Verstellweg bis zu 300 mm
Maße [B X T X H] 740 mm x 660 mm x 1.500 mm 2) 1040 mm x 970 mm x 1.500 mm 2)

Gewicht ~ 155 kg 2) ~ 270 kg 2)

Dateiformate SUR, TXT, CSV
Computer Industrie PC inkl. Monitor
Software SolarScanNT, SolarMap, spezielle Auswertesoftware 3)

1) Weitere Ausführungen auf Anfrage | 2) Höhe und Gewicht sind sensor- und achsenabhängig | 3) Kunden- und anwendungsspezifi sch


